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Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zaméwienia: analizator rozmiaru czgstek z wyposazeniem, o ponizszych
parametrach technicznych:
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tawa optyczna

Pomiar rozktadu rozmiaru czgstek w zakresie: 0,01 - 3 500 ym,;

Metoda pomiaru: metoda dyfrakcji laserowej wraz z metodg pomiaru nanoczgstek;
Urzadzenie jednoobiektywowe, bez koniecznosci zmiany obiektywu podczas pomiaru;
Petna zgodnos$é z normg 1SO13320;

Modut dyspersji cieczowych

Objetosé cieczy dyspergujgcej z zakresu: 100 - 120 ml;

Wysoka odpornos$¢ chemiczna na dyspersje wodne, ciecze organiczne i nieorganiczne;
Whbudowane mieszadto, pompa i sonda ultradzwiekowa z regulacjg czasu i amplitudy
ultradzwiekow;

Automatyczne napetnianie bloku dyspergujgcego bez koniecznosci doprowadzania medium pod
cisnieniem;

Opréznianie medium dyspergujacego do zbiornika na odpady wyposazonego w sensor poziomu
cieczy sygnalizujgcy zapetnienie zbiornika;

Czyszczenie przystawki i celi pomiarowej bez koniecznosci demontazu szkiet celi pomiarowej;

Modut dyspersji powietrznych

Mozliwos¢é prowadzenia pomiaru przy réznym dobieraniu (automatycznie lub recznie) wartosci
podcisnienia dyspergujgcego;

Podawanie préby w naczyniu podawczym typu cylinder miarowy;

Automatyczne zasysanie préby z naczynia podawczego eliminujgce podajniki wibracyjne i tace
Zsypowe;

Odkurzacz przemystowy z filtrem ULPA,;

Oprogramowanie sterujace

Licencja wielostanowiskowa;

Oprogramowanie sterujgce pracujgce w Srodowisku Windows 10 obstugujgce wszystkie niezbedne
funkcje, potrzebne dla przeprowadzenia pomiardw, uzyskiwania wynikow i ich przechowywania;
Brak koniecznos¢ definiowania ksztattu rozktadu granulometrycznego w celu otrzymania rozkfadu
rozmiaru czastek;

Model optyczny: petna realizacja modelu Fraunhofera oraz modelu Mie;

Mozliwo$¢ tworzenia i drukowania wtasnych raportow;

Mozliwos¢é obrébki danych bez koniecznosci tgczenia sie z analizatorem;

taczenie wynikow analizy rozktadu uziarnienia dokonywanych przy pomocy réznych metod np.:
dyfrakcji laserowej i analizy sitowej;

Mozliwos¢é wykonywania pomiaréw w trybie manualnym i automatycznym (SOP);

Komputer do obstugi analizatora i analizy prébek

Procesor 16-rdzeniowy uzyskujgcy w tescie CPU Mark wartosé przynajmniej 45,000 i tescie Rank
wartos¢ najwyzej 35 (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);

Zainstalowana pamie¢ operacyjna 64 GB;

Dysk SSD o pojemnosci przynajmniej 2 TB;
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Dysk HDD o pojemnosci przynajmniej 2 TB;

Karta graficzna uzyskujgca w tescie Passmark G3D warto$¢ przynajmniej 23000 i w tescie Rank
wartos¢ najwyzej 7 (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php);

Zasilacz o mocy przynajmniej 750W;

System operacyjny Windows 10 Pro;

Monitor o przekatnej przynajmniej 28 cali, o rozdzielczo$ci 3840 x 2560;

Klawiatura, mysz;

Bezwzglednie wymagane warunki dodatkowe:

Czas serwisu na miejscu: do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii;

Czas naprawy: do 14 dni od zgtoszenia awarii; jezeli naprawa urzadzenia nie bedzie mozliwa w
budynku Zamawiajgcego lub czas naprawy bedzie dtuzszy niz 7 dni, Wykonawca zobowigze sie
do dostarczenia urzgdzenia zastepczego (o identycznych lub lepszych parametrach) na czas
konieczny do naprawy;

W ramach umowy Zamawiajgcy wymaga: bezpfatnej instalacji przedmiotu zamdwienia,
przeprowadzenie testéw weryfikacyjnych oraz 2-dniowego szkolenia w zakresie eksploatacji
i konserwacji oraz techniki prowadzenia pomiaru i tworzenia procedur pomiarowych;

W ramach testéw weryfikujgcych wymagane bedzie wykazanie prawidtowego odwzorowania
wielomodalnego rozktadu czastek testowych w zakresie ponizej 1 mikrona.
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